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Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est cons-
tamment revu par la CEI afin qu’il refléte 1’état actuel de
la technique. )

Des renseignements relatifs & la date de reconfirmation de
la publication sont disponibles auprés du Bureau Central
de la CEL

Les renseignements relatifs 2 ces révisions, a I’établis-
sement des éditions révisées et aux amendements peuvent
étre obtenus auprés des Comités nationaux de la CEI et
dans les documents ci-dessous:

@ Baulletin de la CEI

® Annuaire de la CEI
Publié annuellement

® Catalogue des publications de la CEI
Publié annuellement et mis 2 jour réguliérement

Terminologie

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportera 3 la CEI 50: Vocabulaire Electrotechnique Inter-
national (VEI), qui se présente sous forme de chapitres
séparés fraitant chacun d’un sujet défini. Des détails
complets sur le VEI peuvent étre obtenus sur demande
Voir également le dictionnaire multilingue de 14 CED

Les termes et définitions figurant dans la présente\publi
cation ont été soit tirés du VEI, soit spécifiquement
approuvés aux fins de cette publication.

Symboles graphiques et li

Pour les symboles graphique

signes d’usage généraj~ap
consultera:

— 1a CEI 27: Symbgle
technique;

— 1aCEI 41778 g
matériel. Index, re \ )
individuelles;

et pour les appareils élestromédicaux,
-~ la CEI 878: Symboles graphiéues pour équipemenits
électriques en pratique médicale.

Les symboles et signes contenus dans la présente publi-
cation ont été soit tirés de la CEI 27, de la CEI 417, de
la CEI 617 et/ou de la CEI 878, soit spécifiquement
approuvés aux fins de cette publication.

Publications de la CEI établies par le méme
comité d’études

L’attention du lecteur est attirée sur les listes figurant 2 la
fin de cette publication, qui énumérent les publications de
la CEI préparées par le comité d’études qui a établi la
présente publication.

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of
the publication is available from the IEC Central Office.

Information on the revision work, the issue of revised
editions and amendments, may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC sources:

IEC Bulletin
® JEC Yearbook

of separate chapters each dealing
. Full details of the IEV will be
See also the IEC Multilingual

s-and definitions contained in the present publi-
on have either been taken from the IEV or have been
Fically approved for the purpose of this publication.

Graphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readers are referred
to publications:

— IEC 27: Letter symbols to be used in electrical
technology,

— IEC 417: Graphical symbols for use on equip-
ment. Index, survey and compilation of the single
sheets;

- IEC 617: Graphical symbols for diagrams,
and for medical electrical equipment,

— IEC 878: Graphical symbols for electromedical
equipment in medical practice.

The symbols and signs contained in the present publi-
cation have either been taken from IEC 27, IEC 417,
IEC 617 and/or IEC 878, or have been specifically appro-
ved for the purpose of this publication.

IEC pubhcatlons prepared by the same
technical committee

The attention of readers is drawn to the end pages of this
publication which list the IEC publications issued by
the technical committee which has prepared the present
publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) -
Partie 4: Techniques d’essai et de mesure -

Section 11: Essais d’'immunité aux creux de tension,
coupures breves et variations de tension

AVANT-PROPOS

DIS Rapport de vote

77B(BC)17 77B(BC)20

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

L’annexe A fait partie intégrante de cette norme.

Les annexes B et C sont données uniquement a titre d'information.
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International Stan
phenomena, of IEC techn

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) -
Part 4: Testing and measuring techniques -

Section 11: Voltage dips,
short interruptions and voltage variations immunity tests

FOREWORD

addition to other activities, the IEC publishes International Standards. T ej
commlttees any IEC National Committee interested in the subject dea

. It has the status of a Basic EMC Publication in

DIS Report on voting

77B(CO)17 77B(C0O)20

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting
indicated in the above table.

Annex A forms an integral part of this standard.

Annexes B and C are for information only.
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INTRODUCTION

La présente section de la partie 4 appartient a la série des normes CEl 1000, Compatibilité
électromagnétique (CEM), selon la structure suivante:
Partie 1: Généralités
Considérations générales (introduction, principes fondamentaux)

Définitions, terminologie

Partie 2: Environnement
Description de I'environnement

Classification de I'environnement

Niveaux de compatibilité

Partie 3: Limites
Limites d’émission
Limites d'immunité (dans la mesure ou ell
comités de produit)

ge la responsabilité des

Partie 4: Techniques d’essais et
Techniques de mesure

Techniques d’essai

Partie 5: Directivesd’ins

Directives d'jn

Méthots d’
Partie 9: Diver

La présente partié est une norme internationale qui donne les prescriptions d'immunité et les pro-
cédures d'essais relatives aux creux de tension, coupures bréves et variations de tension.


https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/a1a4419b-5127-432e-b051-cd626caa8490/iec-61000-4-11-1994

1000-4-11 © IEC:1994 -7-

INTRODUCTION

This section of part 4 belongs to the IEC 1000 series, Electromagnetic compatibility (EMC),
according to the following structure:
Part 1: General
General considerations (introduction, fundamental principles)

Definitions, terminology

Part 2: Environment

Description of the environment

Classification of the environment

Compatibility levels

Part 3: Limits
Emission limits

Immunity limits (in so far as they do not fall ity of the product

committees)

%

Part 4: Testing and measurement tech
Measurement techniques

Testing techniques

Part 5: Installation and miti

Installation guideline

Mitigation mezod
Part 9: Miscellan

related to voltage dips, Short interruptions and voltage variations.


https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/a1a4419b-5127-432e-b051-cd626caa8490/iec-61000-4-11-1994

-8 - 1000-4-11 © CEI:1994

COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) -

Partie 4: Techniques d’essai et de mesure -

Section 11: Essais d’'immunité aux creux de tension,
coupures breves et variations de tension

1 Domaine d’'application

La présente section de la CEl 1000-4 a pour but de définir les méthodes d’essai d'immunité et les
gammes des niveaux d'essais conseillées pour les matériels électriques “et électroniques
connectés aux réseaux basse tension, en ce qui concerne les creux’de tension\les coupures
bréves et les variations de tension.

matériels électriques et électroniques
bréves et des variations de tension.

Les documents nor|

est faite, constitu
Au moment *q:, i
sujet a révision et

CEIl 1000-4 son

CEI 1000-2-1: 1990, Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 2: Environnement - Section 1:
Description de I'environnement - Environnement électromagnétique pour les perturbations condui-
tes basse fréquence et la transmission de signaux sur les réseaux publics d’alimentation

CEI 1000-2-2: 1990, Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 2: Environnement - Section 2:
Niveaux de compatibilité pour les perturbations conduites basse fréquence et la transmission de
signaux sur les réseaux publics d’alimentation a basse tension

CEIl 1000-4-1: 1992, Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 4: Techniques d'essai et de
mesure - Section 1: Vue d’ensemble sur les essais d’'immunité - Publication fondamentale en CEM
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ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) -

Part 4: Testing and measuring techniques -

Section 11: Voltage dips,
short interruptions and voltage variations immunity tests

1 Scope

This section of IEC 1000-4 defines the immunity test methods and range of preferred test levels for
electrical and electronic equipment connected to low-voltage power supply net Qr voltage
dips, short interruptions, and voltage variations.

The standard applies to electrical and electronic equipment having” a~ra i not

4 s!or interruptions, and voltage

trical and electronic equipment when subje
variations.

2 Normative references

constitute provisions of th
were valid. All nor
this section of IEC 1800-4

IEC 68-1: 1988 i al testing - Part 1: General and guidance

IEC 1000-2-1: 1990, “Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 2: Environment - Section 1:
Description of the environment - Electromagnetic environment for low-frequency conducted
disturbances and signalling in public power supply systems

IEC 1000-2-2: 1990, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 2: Environment - Section 2:
Compatibility levels for low-frequency conducted disturbances and signalling in public low-voltage
power supply systems

IEC 1000-4-1, 1992, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4: Testing and measurement
techniques - Section 1: Overview of immunity tests - Basic EMC publication
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3  Généralités

Les matériels électroniques et électriques peuvent étre affectés par des creux de tension, des
coupures bréves ou des variations de la tension d’'alimentation.

Les creux de tension et les coupures breves sont provoqués par des défauts du réseau, de
l'installation ou par des changements soudains et importants de la charge. Dans certains cas,
deux ou plusieurs creux ou interruptions conseécutifs peuvent se produire. Les variations de
tension sont causées par la variation continue des charges connectées au réseau.

Ces phénomeénes sont de nature aléatoire et peuvent étre caractérisés en termes de déviation a
partir de la tension assignée et en termes de durée. Les creux de tension/et les\coupures bréves
ne sont pas toujours brusques a cause du délai de réaction des machines_toulnantes et des
éléments de protection connectés au réseau. Si des grands rése "alimentation sont

sion gu'aux changements brusques. La plupart des
détecteur d'absence de tension pour protéger et sa

Pour les besoins de la présente section de la CEl 1000-4, les définitions suivantes s’appliquent:

4.1 norme CEM fondamentale (ACEC)*: Norme donnant les conditions ou régles générales et
fondamentales pour la réalisation de la CEM qui ont rapport ou sont applicables a tous les produits
et systemes et servent de documents de référence pour les comités de produit.

4.2 immunité (& une perturbation): Aptitude d'un dispositif, d'un appareil ou d'un systeme a
fonctionner sans dégradation en présence d’une perturbation électromagnétique. [VEI 161-01-20]

*  Comité consultatif de la compatibilité électromagnétique (Advisory Committee on Electromagnetic Compatibility).
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